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PREFAŢĂ 
 

Microelectronica, radioelectronica, tehnica semiconducto-
rilor, lazerii, obţinerea cristalelor pentru generarea fasciculelor 
puternice de radiaţie coerentă, obţinerea şi folosirea compuşilor 
noi cu proprietăţi de semiconductori, peliculelor monocristaline, 
substanţelor de o duritate pronunţată, supraconductorilor, 
substanţelor dotate cu proprietăţi magnetice, optice şi electrice 
etc. reprezintă cele mai cunoscute domenii de utilizare a 
realizărilor fizicii corpului solid.  

Una din problemele primordiale ale fizicii corpului solid 
constă în obţinerea substanţelor cu proprietăţi dirijate.  

Rezolvarea acestor probleme se efectuează prin studiul 
complex al proprietăţilor, compoziţiei şi structurii corpului 
solid. Metodele actuale difractometrice (roentgenografia, elec-
tronografia şi neutronografia) şi microscopice (microscopia 
optică, Roentgen, electronică prin transmisie, cu baleiaj, micro-
scopia tunel cu baleiaj şi de forţă atomică) constituie cele mai 
sigure mijloace de investigare a structurii corpurilor solide 
(cristaline). Ele sunt utile şi la studiul structurii substanţelor 
amorfe, sticloase, lichide şi gazoase. 

În afară de problemele ce ţin de determinarea structurii 
atomice a substanţelor, metodele sus-menţionate sunt larg utili-
zate pentru identificarea substanţelor, determinarea compoziţiei 
de fază, studierea fenomenelor de cristalizare, tensiunilor inter-
ne, defectelor de structură, determinarea dimensiunilor micro-
cristalelor (cristalitelor), care constituie policristalul, orientarea 
cristalelor masive, modificarea structurii în rezultatul prelucrării 
tehnologice şi alte diverse probleme. 

Aceasta implică pregătirea specialiştilor de înaltă califica-
re cu cunoştinţe profunde în domeniul studiului şi testării mate-
rialelor. 

Manualul este structurat în 4 capitole şi sunt prezentate 
noţiunile de bază ale cristalografiei structurale (cap I), difracţiei 
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radiaţiilor Roentgen pe cristale (cap II), metodelor difractomet-
rice de analiză structurală (roentgenografia, electronografia, 
neutronografia) (cap III) şi metodele microscopice (microsco-
pia Roentgen, microscopia electronică prin transmisie, electro-
nică cu baleiaj, microscopia tunel cu baleiaj şi de forţă atomică) 
(cap IV). 

Capitolele I, II (2.1. - 2.9.), III (3.1.) au fost traduse în limba 
română de către conf. univ., dr. Mihail Rusanovschi, cap.III (3.2., 
3.3.) şi IV de către conf. univ., dr. Nicolae Burbulea. 

Sunt deosebit recunoscător D-lui şef de catedră  
„Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori” prof. 
univ., dr. Victor Şontea pentru sprijinul acordat pe tot parcursul 
pregătirii manualului către editare, care a studiat manuscrisul şi 
a avut observări utile pentru îmbunătăţirea lucrării. 

Ţin să aduc sincere mulţumiri D-lui conferenţiar, doctor 
Sergiu Şova, care a studiat manuscrisul şi a prezentat avizul 
asupra manualului. 

Rămîn recunoscător tuturor celor care îmi vor comunica 
părerile lor despre această lucrare. 

 

Autorul  
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